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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
ET A SEMICONDUCTEURS -

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de/norm
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de Ia CE

alisation composée
\ La CEl™g pour objet de

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, nationales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout éressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverneme ehtales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI coll 'Organisation

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questio 0| rese {ent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étap és/MNationaux intéressés

3) . lls sont publiés
omités nationaux.

4) ' ‘unification i i il x\deAfa CEIl s'engagent a appliquer de

) ternationales de la CEl dans leurs normes

et la norme nationale ou régionale

5) ‘a fixé S mesindication d’approbation et sa responsabilité

6) L'attention est attirée sur la fait § ge la présente Norme internationale peuvent faire

I'objet de droits de prprle e i its” analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas a \ e-propriété et de ne pas avoir signalé leur existence

La Norme mtern; a €eté établie par le sous-comité 47C: Dispositifs

optoélectroniques, wagerie, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a

semiconducteur

La présentecpart a, spécification générique dans le Systeme CEI d'assurance de
la qualité electroniques (IECQ) pour les dispositifs d'affichage a cristaux
liguides
Le texte de ce est issu de 'amendement 1 de la CEI 60747-5 et des documents suivants
FDIS Rapport de vote
47C/200/FDIS 47C/205/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systéeme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques

(IECQ).
Les annexes C et D font partie intégrante de cette norme.

Les annexes A et B sont données uniquement a titre d'information.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -

Part 1: Generic specification

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardi

ation comprising
aII national electrotechnical committees (IEC National Committees) The object 0 i

for Standardization (ISO) in accordance Wlth conditions deter BEeME beiveen the two
organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on techmc T nedrly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects [ Wi mittee has representation
from all interested National Committees.

In order to promote international unificatio
Standards transparently to the maximum
divergence between the IEC Standard and
indicated in the latter.

FDIS Report on voting

47C/200/FDIS 47C/205/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification nhumber
in the IECQ Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Annexes C and D form an integral part of this standard.

Annexes A and B are for information only.
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DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
ET A SEMICONDUCTEURS -

Partie 1: Spécification générique

1 Domaine d'application

cristaux liquides et a semiconducteurs. Elle définit des procédures nerale portant sur
Ievaluatlon qualité a mettre en oeuvre dans le cadre du systeme IE Q £ itNdes regles

essais climatiques et mécaniques et les essais d’endurance.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositi suite de la référence
gui y est faite, constituent des dispositions valables( po & artie de la CEI 61740.
Pour les références datées, les amendements ulté isions de ces publications ne
s'appliquent pas. Toutefois, les partie sur la présente partie de
la CEl 61740 sont invitées a recherche iquer)lés éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-apr eférences/non datées, la derniere édition

CEIl 60068 (tout

CEI 60068-1:1988

partie: Prépara 'n des dessins des dispositifs a semiconducteurs

CEI 60191-2:1966, Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs — Deuxieme
partie: Dimensions

CEI 60191-3:1974, Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs — Partie 3:
Reégles générales pour la préparation des dessins d’encombrement des circuits intégrés

CEI 60410:1973, Plans et régles d'échantillonnage pour les contrbles par attributs

CEI 60617 (toutes les parties), Symboles graphiques pour schémas
CEI 60747 (toutes les parties), Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets

CEI 60747-1:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Premiere partie: Généralités


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/f386b187-1f74-4e54-bf49-ed19dfd07d9f/iec-61747-1-1998

61747-1 0 IEC:1998 -9-

LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -

Part 1: Generic specification

1 Scope

This part of IEC 61747 is a generic specification for liquid crystal and solid-state display
devices. It defines general procedures for quality assessment to be used inthe IECQ system
and gives general rules for measuring methods of electrical and optical leristics, rules
for climatic and mechanical tests, and rules for endurance tests.

2 Normative references

based on this part of IEC 61740 are encouraged to(inve
most recent editions of the normative documents indicated
latest edition of the normative docume

IEC 60191-1
of drawing

IEC 60191-3:1974,_ Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 3: General
rules for the preparation of outline drawings of integrated circuits

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes
IEC 60617 (all parts), Graphical symbols for diagrams
IEC 60747 (all parts), Semiconductor devices — Discrete devices

IEC 60747-1:1983, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 1:
General
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CEI 60747-5:1992, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Cinquiéme partie: Dispositifs optoélectroniques

CEI 60747-10:1991, Dispositifs a semiconducteurs — Dixiéme partie: Spécification générique
pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés

CEI 60748 (toutes les parties), Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés
CEI 60749:1996, Dispositifs a semiconducteurs — Essais mécaniques et climatiques

CEIl 61747-5, — Dispositifs d’affichage a cristaux liquides et & semiconducteurs — Partie 5:
Environnement, méthodes d’essais d’endurance et mécaniquesl)

QC 001002:1986, Régles de procédure du Systeme CEIl d'assurance qualité des
composants électroniques (IECQ)

ISO 1000:1992, Unités SI et recommandations pour I'emploi de leurs
autres unités

ént de forme,
orientation, position et battement — Généralités, définition e gications sur les

Représentation de la date et de I'heure

3 Terminologie
¥47, les termes et définitions suivantes

Dans le cadre de
s'appliquent.

3.1 Concepts p‘@

3.1.1
couche d'alignems
couche mingg, e
surface.

3.1.2
phase chirale
phase cristal liquide présentant une torsion spontanée

3.1.3

phase cholestérique

phase cristal liquide présentant un arrangement nématique planaire dans lequel les directeurs
forment une hélice dont I'axe est perpendiculaire au plan de I'arrangement

3.1.4
point d'éclaircissement
température de transition de la phase cristal liquide vers la phase isotrope

1) A publier.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/f386b187-1f74-4e54-bf49-ed19dfd07d9f/iec-61747-1-1998

61747-1 0 IEC:1998 -11 -

IEC 60747-5:1992, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 5:
Optoelectronic devices

IEC 60747-10:1991, Semiconductor devices — Part 10: Generic specification for discrete
devices and integrated circuits

IEC 60748 (all parts), Semiconductor devices — Integrated circuits
IEC 60749:1996, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods

IEC 61747-5, — Liquid crystal and semiconductor devices — Part 5: Environmental, endurance
and mechanical test methods?)

QC 001002:1986, Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment S| or Electronic

Components (IECQ)

ISO 1000:1992, S/ units and recommendations for the use of the
other units

ISO 1101:1983, Technical drawings — Geometrical toler
orientation, location and run-out — Generalities, definitions, s

ISO 8601:1988, Data elements and formation

Representation of dates and times

interchange —

3 Terminology
For the purpose of standa
3.1 Physical concepts

3.1.1
alignment layer
a thin layer depost
at the surface.

3.1.2
chiral phase
a liquid crystal phase exhibiting a spontaneous twist

3.1.3

cholesteric phase

a liquid crystal phase that exhibits planar nematic ordering in which the directors form a helix
that has its axis perpendicular to the plane

3.1.4
clearing point
the phase transition temperature of a liquid crystal for transition toward the isotropic phase

1) To be published.
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3.1.5

cristal liquide dichroique

cristal liquide présentant du dichroisme, c'est-a-dire la propriété d'absorption anisotrope de la
lumiére

3.1.6

directeur

vecteur unité représentant localement I'axe de symétrie de la fonction de distribution des
orientations d'un axe particulier pour toutes les molécules d'un cristal liquide. Les composantes
du directeur définissent I'alignement local du cristal liquide.

3.1.7

disclinaison

défaut d'alignement localisé (apparaissant généralement sous formre ) ées ou
ouvertes) marquant la frontiere qui sépare des zones présentaR 5 alignement
différents

3.1.8

phase mésomorphe discotique

phase cristal liquide dont les molécules ressemb 3 es et présentent un

3.1.9
diffusion dynamique

3.1.10
biréfringence contrdlé
effet électro-optique c3

par un champ éleitriq

3.1.11

delabiréfringence d'une couche de cristal liquide
Qammé «BCE».

couche électriq
d'oxyde d'ingi

3.1.12

phase cristal liquitte_présentant une polarisation électrique spontanée

NOTE — Cet effet est courant dans les cristaux liquides smectiques chiraux.

3.1.13

effet invité-hote

effet d'absorption optique anisotrope survenant dans une couche de cristal liquide dichroique
gui contient un colorant dissous

3.1.14

alignement homéotrope

etat d'alignement d'une couche de cristal liquide dans laquelle le directeur est en tous points
perpendiculaire ou quasi perpendiculaire a la surface d'une plaque support
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